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図１ ホールプレート 

 

図 2 段付き円筒ゲージ 
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図３ 2 値化閾値の概念図 

 

図４ 段付き円筒ゲージの 

内外径計測値の誤差 
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 X 線 CT装置（X線 CT）は、非破壊で内

部形状を観察できます。しかし、これを用

いて寸法を計測する場合、計測対象の素材

や形状、画像の処理条件等によって計測結

果に誤差が生じます。そのため、X線 CT

を用いて内部形状の寸法を精確に計測する

ことは困難でした。 

 

 

 当所の X線 CTと接触式三次元測定機

（CMM）を用いてホールプレート（図１）

と段付き円筒ゲージ（図２）を計測し、結

果を比較しました。また、X線 CTで撮影 

 

 

 

 

 

 

 

した画像の２値化閾値（図３）を変化さ

せ、寸法を測定しました。 

 

   

 ホールプレートの穴中心間距離より求め

た X線 CTの倍率補正係数は、2値化閾値

によらず 1.00 でした。この倍率補正係数

を用い計測した、段付き円筒ゲージの内径

と外径は、2値化閾値により拡大あるいは

縮小しました。このうち、2値化閾値が

50%の時、CMMの測定値との誤差が最小

となりました（図４）。この円筒ゲージ

を、適正条件で撮影し２値化閾値 40%か

ら 60%の範囲とすれば、CMM測定値に対

し誤差は 50[μm]以下で計測できました。 
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